. o022
Title: METHOD AND DEVI CEZé&EDI%TEqF?I\/FNI NGTHE SHEEN OF
RICE [err] Abstract: The invention relates to a

met hod and a device for def @“_lkPRi oSt he sheen of rice,
especially white rice, enabling an

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(AR

*162162*

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Verdffentlichungsdatum ] (10) Internationale Veréffentlichungsnummer
29. April 2004 (29.04.2004) PCT WO 2004/036208 A3
(51) Internationale Patentklassifikation’: GO1N 33/10, Frank-Otto [DE/DE]; Olbrichtstrasse 16, 38116 Braun-
3/24, 19/02 schweig (DE). BROCKFELD, Markus [DE/DE];

Leh 26, 38126 Braunschweig (DE).
(21) Internationales Aktenzeichen:  PCT/CH2003/000669 ehmweg raunschweig (DE)

(74) Gemeinsamer Vertreter: BUHLER AG; Bahnhofstrasse,

(22) Internationales Anmeldedatum: CH-9240 Uzwil (CH).

14. Oktober 2003 (14.10.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,

AU, AZ,BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
(26) Veroiffentlichungssprache: Deutsch CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, Fl, GB, GD,
GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL,, IN. IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ,LC, LK, LR,LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritit:

102 48 566.6 17. Oktober 2002 (17.10.2002) DE MW, MX. MZ, NI.NO, NZ, OM. PG, PH, PL. PT, RO, RU.

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von SC, SD, SE, SG, SK, SL,SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
US): BUHLER AG [CH/CH]; Bahnhofstrasse, CH-9240 UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

; Uzwil (CTD. (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH,

' (72) Erfinder; und GM, KE, L.S, MW, M7, SD, Sl., 87, TZ, UG, 7M, 7ZW),

" (75) Erfinder/Anmelder (nur  fir US): GGRLI'I‘Z, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der néchsten Seiie]
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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for determining the sheen of rice, especially white rice, enabling an
objective evaluation of the sheen or the smoothness of the surface of polished grains of rice. To this end, a shearing strain is applied
to a quantity of rice and the temporal intervals (T3) of stick-slip effects are determined, said intervals expressing the degree of polish
or sheen. i

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ermiitlung des Glanzes von Reis, insbeson-
dere von Weissreis und ermdglicht eine objektive Beurteilung des Glanzes bzw. der Glitte der Oberfldche von polierten Reiskmem.
Hierzu wird eine Scherspannung auf eine Menge an Reis aufgebracht und es werden die zeitlichen Intervalle (T3) von Stick-Slip

Effekien ermittelt, die wiederum Ausdruck des Poliergrades bzw. Glanzes sind.
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